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摘要(译)

检查方法包括在基板上形成TFT阵列以制造有源矩阵面板的阵列工艺，
在制造的有源矩阵面板上执行性能测试的检查工艺，以及在有源矩阵上
安装OLED的单元工艺审查过程后的小组。在检查过程中，当驱动构成阵
列工艺中制造的有源矩阵的TFT时，以及当驱动TFT截止时，测量通过像
素电极的寄生电容的变化，从而驱动TFT中的开路/短路缺陷检查。
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